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ナノ粒子サイズや高次階層構造評価 

技術分野分類  5904：構造・機能材料、5903：複合材料・表界面工学、5901：金属物性・材料、

5602：電子・電気材料工学、5404：デバイス関連化学、5301：機能物性化学、

4303：ナノ材料化学、4501：量子ビーム科学                       

技術 キ ーワ ード   放射光（高次構造測定、ナノ構造測定、粒子分散評価）                      

産 業 分 類  E-16：化学工業、E-21：窯業・土石製品製造業、E-24：金属製品製造業                  

 

内 
 

 
 

 
 

容 

 

概  要 

 

BL8S3：小角 X線散乱法により、分子薄膜や繊維など、主に有機・高分子材料の構

造を解析する。数Åから約 150 nmまでの範囲の構造の測定が可能である。イメ

ージングプレート検出器と二次元半導体検出器を備え、高精度静的測定と時分割

測定が可能である。フラットパネル検出器の併設で小角と広角の同時測定が可能

である。取得した2次元画像から 1次元データに変換するソフトウェアの利用ができ

る。薄膜由来の小角散乱である GI-SAXSも可能である。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

ラボ機と比べると広範囲(サブ nm～100nm)の構造解析ができ、X 線輝度が高いた

め高分解能、短時間測定が可能。試料回りは、サンプルチェンジャー、試料加熱冷

却装置を備え、引張試験機、加湿器、等を用いることにより実環境雰囲気下での分

析・測定が可能である。 

本技術の 

有用性 

樹脂材料、繊維強化樹脂などの複合材料、生体材料、あるいは金属材料等を対象

に、微粒子の分散状態、析出物のサイズや形状、分布状況、等の評価ができる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

適用可能製品 
タイヤ、樹脂容器、燃料電池、炭素材料、化粧品、ゴム製品、金属材料、 

食品等 
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